Méreni majoritnich prvkd pomoci ICP-MS

Analyza ICP-MS vyuZiva pfimé méreni iontd,
které ve spojeni s efektivnim vyloucenim
fotonU a neutralnich ¢astic zajisti nizké
signaly pozadi a poskytne tak vysokou
citlivost, které déla techniku ICP-MS
vhodnou pro analyzu stopovych prvkd.

Mnoho aplikaci vSak vyzaduje ve stejném
méreni stanoveni makro prvkl spolecné se
stopovymi analyty. Nékteré systémy ICP-MS
pouzivaji detektor s ~ 9 rady dynamického
rozsahu. Tento rozsah vsak nestaci pro
koncentraci stopovych prvkl aZz po makro
prvky. UZivatelé téchto ICP-MS pak musi pro
analyzu prvkid s vysokou koncentraci volit
specialni nastaveni systému jako napfiklad:

- Rozladéni iontovych ¢ocek nebo napéti
cely, aby tak sniZili transmisi iontl na
hmotéach oéekavanych makro prvki

- Vybrat pro makro prvky ,low gain® rezim
detektoru

Je to viak znacné limitujici; uZivatel musi
predem védét, které prvky budou mit
vysokou koncentraci, aby pro né byl
schopen v metodé definovat specidlni
nastaveni.

ICP-MS od Agilent nabizeji jednodussi a
spolehlivéjsi pfistup. S vyuzitim vlastnich
patentovanych detektor( a zesilovaci
elektroniky mohou ICP-MS Agilent pokryt
rozsah 10 nebo 11 fad{, umoZnujici zméreni
makro prvkl bez nutnosti specidlnich
nastaveni.

Siroky dynamicky rozsah
elektronasobicového detektoru

Agilent ICP-MS

Elektronasobicové detektory v ICP-MS

Vétsina ICP-MS spektrometrl pro kvantifikaci signalu iontl pouziva
elektronové nasobice (EN). EN se skladaji ze série nabitych desek neboli
dynod. Kazdy iont, ktery dopadne na prvni dynodu uvolni nékolik
elektrond, které putuji na druhou dynodu, kde uvolriuji dalsi a dalsi
elektrony a postup se opakuje. Jak elektrony kaskadovité postupuji fadou
dynod, signal se ,,nasobi” do té miry, Ze Citaci elektronika dokaze
vyhodnotit pocet iontd. Tento proces je schematicky zndzornén na
obrazku 1.

Detektor - elektronovy nasobic

Obrazek 1. Elektronasobic¢ovy detektor — znazornéni kaskady elektron, ktera
vede ke kvantifikaci iont( na zakladé impulsd.

Signaly s nizkou intenzitou se méfi v modu ,,séitani impuls®, kde se kazdy
jednotlivy iont, ktery zasahne detektor, zaznamena jako jeden impuls.
Tento , high-gain“ méd umoziuje méreni signall nizké intenzity na nad
signalem Sumu. P¥i vysSich intenzitach signalu by byl rezim pocitani
impulst pretizen a odezva by byla nelinearni. Pfi takto vysokych signdlech
se EN automaticky prepne do rezimu , low-gain“ pomoci detekce
analogového signalu.

V analogovém rezimu méfi dil¢i dynoda ¢etnost impulst jako proud
prochdzejici detektorem, misto aby zaznamenavala jednotlivé pocty. Kdyz
signal prekroci prahovou hodnotu poctu impulzd, je detektor ,zahrazen”,
takZe signdl neprojde na dalsi dynody. V tomto pfipadé se pro méfeni
pouZzije analogovy signal, kfizové nakalibrovany s oblasti pulsniho ¢itanim.



Elektronasobicové detektory v ICP-MS

Pouzitelny analyticky rozsah pfistroje ICP-MS zavisi kromé dynamického
rozsahu detektoru i na mnoha dalSich faktorech. Pfesna analyza
stopovych analyt(l vyZaduje dobrou ionizaci atom( v plazmatu, vysokou
transmisi iontl, nizké pozadi a i¢innou kontrolu stopovych interferenci,
které ovliviiuji celou fadu hmot.

Analyza vysokych koncentraci majoritnich prvkd vyZzaduje dobrou matricni
toleranci a robustni plazma, protoze analyty s vysokou koncentraci
prispivaji k matrici, a proto mohou zpUsobit potlaceni signalu.

Kombinace vynikajici citlivosti a Spickové odolnosti vici matrici znamen3,
Ze systémy Agilent ICP-MS mohou plné vyuZivat Siroky linearni dynamicky
rozsah detektoru. Detektory Agilent ICP-MS pokryvaji dynamicky rozsah
10 nebo 11 fadd, v zavislosti na modelu ICP-MS nebo ICP-QQQ, jak je
znazornéno na obrdzku 2.
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PFi multiprvkovych analyzach variabilnich
vzorkd s nezndmym sloZzenim musi byt pro
praktické vyuziti ICP-MS schopen méfit
jakoukoliv hladinu analytu bez nutnosti
rozsahlého nastavovani metody. Systémy
Agilent ICP-MS jsou obvykle provozovany

v nastaveni, které podporuje rutinni analyzu
a jsou tedy optimalizovany na robustnost na
ukor vysokého signalu.

Pfistroje Agilent ICP-MS vSak pouzZivaji
optimalizovanou iontovou cestu s mimo osu
uloZzenymi Omega ¢ockami, které zvysuji
transmisi iontd. Vysledkem je mimoradné
vysoka citlivost pro analyzu vzorkd s nizkou
matrici. Ladéni na ultra-vysokou citlivost je
znazornéno na obrazku 3, ktery ukazuje
kalibraci U od 0 do 100 ppt, s DL 1,3 ppq a
citlivosti 1,38 Geps / ppm.
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Obrazek 2. Analyza nizkych a vysokych koncentraci na Agilent 7900 ICP-MS:
Nahote; kalibrace Cd od 1 ppt do 1 ppb; BEC <0,1 ppt. Dole; kalibrace Na od 0,1
do 10 000 ppm. Celkovy koncentrac¢ni rozsah pokryva skalu 11 radd.

Obrazek 3. MoZné je dosahnout ultra-vysoké
citlivosti pokud je Agilent 7900 ICP-MS
optimalizovan pro citlivost na ukor nizsi
robustnosti ~ 2,5% CeO.

Zaveér

Siroky dynamicky rozsah detektort Agilent
ICP-MS podporuje analyzu stopovych a
majoritnich prvk( v jedné analyze. Pouze
detektory Agilent ICP-MS poskytuji na
detektoru skutec¢ny dynamicky rozsah 10
nebo 11 radl. Tento Siroky dynamicky
rozsah znamena, Ze lze analyzovat stopové a
majoritni prvky spole¢né, aniz by bylo nutné
nastavovat specialni podminky pro zeslabeni
vybranych intenzivnich signali majoritnich
prvkd.
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